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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

ulletin de la CEI

B

Annuaire de la CEI
PLblié annuellement
C
P

ptalogue des publications de la CEI
Lblié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce quj concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterala la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets
Voir égald

Les term

approuvé

Symbo
Pour les

signes d'
consulterg:

- I3
indivii
- 1q

et pour le

a CEl 878: Symboles graphiques pour équipements

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of |
Published yéa

are referred tp IEC 50:
Vocabulary (IEV)| which is

arate chapters each dealing
Full details of the IEY will be
See also the IEC Mtiltilingual

s and definitions contained in the present publi-
iQn hawe either been taken from the IEV or Have been
ically’ approved for the purpose of this publidation.

aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, readers are feferred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in| electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for |use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for eleciromedical

Electrigues-en-pratiqhe-medieate

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

eqHpmentmedicalpractiee—————————

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FI XES UTI LI SES DANS LES EQUI PEMENTS ELECTRONI QUES
PARTI E 20: SPECI FI CATI ON | NTERVEDI Al RE:
CONDENSATEURS FI XES CHI PSES POUR COURANT CONTI NU
A DI ELECTRI QUE EN FI LM DE SULFURE DE POLYPHENYLENE METALLI SE

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Oonm ssi on El ectrot echni que I nter nat i onal e) est une or ganl sati on nondi al e de

avec|la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore étroitement av
nisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées

2) Les dgcisi

natignaux s'intéressant a ces gquestions, expriment dans la plus gr,
un agcord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations
normes, de rapports techniques ou de guides &t agrées
natignaux.

4) Dans|le but d'encourager l'unification internationgle, les Comité

s'engagent a appliquer de facon transparente, dans tgO Ia m jble,
interhationales de la CEl dans lewrs normes natignales ggdionales. i
entrd la norme de la CEl et |a eu\égionale*gorrespgndante doit étre

indigge en termes clairs dans

5) LaCk semmMme indication d'approbation
et sg est déclaré conforme a l'une de
ses 1

6) L'atte
inter|
anal
droit:

La Norme

de la CEJ:

La prése

d'Assura

Le fonctipniiement du Systéme IECQ est régi par la CEI 001001 et la

CEIl 001002 Te Guide CEIT0Z donne la stracture des speciiicatons pour
les composants électroniques sous assurance de la qualité dans le cadre du
Systeme IECQ.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote
40/782/FDIS 40/821/RVD

Le rapport de vote indiqué dans ce tableau ci-dessus donne toute
information sur le vote ayant abouti & I'approbation de cette norme.

Le numéro du QC sur la couverture de cette publication suit la
numeérotation des spécifications dans la Systeme IECQ.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FI XED CAPACI TORS FOR USE I N ELECTRONI C EQUI PMENT
PART 20: SECTI ONAL SPECI FI CATI ON:
FI XED METALLI ZED POLYPHENYLENE SULFI DE FI LM DI ELECTRI C
D.C. CH P CAPACI TORS

FOREWORD

1) he TEC (Internatronal Elecirotechnical Conmssion) 1S a world-w de Tzat1on|for
dtandardi zation conprising all national electrotechnical committees( (IEC i
Qommittees). The object of the IECis to pronote international c
dquestions concerning standardization in the electrical and ele this end
gnd in addition to other activities, the | EC publishes Interna 'hei r
HQreparation is entrusted to technical conmttees; any |EC Nathona brest ed
iln the subject dealt with may participate in this prepara
IInternational, governmental and non-government al 3 | EC al so
Harticipate in this preparation. The | EC col |l aborates i pnal
Ir gani zation for Standardization (1SO in accordance et erm ned by
gdgreement between the two organi zations.

2) The formal decisions or agreenents of the IEC gn techni echni cal
qonmi ttees on which all the National : : h are

epresented, express, as nearly as possiblg ibj ect s
dealt with.

3) They have the form of recommendaii on m of
dqtandards, technical reports or guikdes™and Mttees
iln that sense.

4) IIn order to pronpbte internationa ati onal Conmittees undertake|to apply
I|EC I nt er nat i onal axi mum extent possible in thei

ational and regi onal ( . 3 iV between the | EC Standard and thelr
dor r espondi ng nati ona [egi be clearly indicated in the lafter.

5) The | EC provi des| no\p#é o indicate its approval and cannot be rengered

esponsibl<:§ bo be in conformity with one of its standards.

6) Attention i W y that sone of the elenents of this Internatjonal
$tandard may he tHhe j ¢ rights. |EC shall not be held responsible {or
ildenti fyi ng 4R 3 rights.

Inter 0 has been prepared by IEC technical

committee 40: [ \d Resistors for Electronic Equipment.
This $ta i 'or use in the IEC Quality Assessment System for
Electf

The gperation of the AECQ is governed by IEC QC 001001 and IEC QC 001002.

Spec fications written for the components assessed under this scheme, and
their n-tha ceha athao weetafl=EC Couda 109

HSe-Hthe Qull\.,lll\_, afre-the ouuj\.\;t O otHae 1o

The text of this standard is based upon the following documents:

DIS Report on Voting
40/782/FDIS 40/821/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the
specification number in the IECQ System.
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CONDENSATEURS FI XES UTI LI SES DANS LES EQUI PEMENTS ELECTRONI QUES

PARTI E 20: SPECI FI CATI ON | NTERVEDI Al RE:
CONDENSATEURS FI XES CHI PSES POUR COURANT CONTI NU

A DI ELECTRI QUE EN FI LM DE SULFURE DE POLYPHENYLENE METALLI SE

SECTI ON UN - GENERALI TES
Généralités

Domaine d'application

courant continu & diélectrique en film de sulfure de polyphény-

lene metallisé utilisés dans les équipements électroniques. Ces
condensateurs ont des sorties constituées par des plages
métallisées ou des rubans a souder et sont destinés a éte

qui, par stfite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au

Cette nornme est applicable aux condensateurs fixes/chi

es (o

moment de la publication, les éditions indiquées étaient en
vigueur. Tout document normatif est sujet a révision et les
parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité
d'appliquer les éditions les plus récentes des documents
normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO
posséedent le registre des Normes internationales en vigueur.

Pour les essais de la série des publications CEI 68, les essais
applicables indiqués dans la spécification générique doivent
étre utilisés.

CEl 62 (1992): Codes pour le marquage des

résistances et des condensateurs.

ur
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FI XED CAPACI TORS FOR USE I N ELECTRONI C EQUI PMENT
PART 20: SECTI ONAL SPECI FI CATI ON:
FI XED METALLI ZED POLYPHENYLENE SULFI DE FI LM DI ELECTRI C CHI P
D. C. CAPACI TCRS

SECTI ON ONE - GENERAL
1. CGener al

1.1 Scope

This standard is applicable to fixed chip capacitors for direct

current, with metallized electrodes and polyphenylene sulfide
dielectric for use in electronic equipment. These capacitors ha
metallized connecting pads or soldering strips and are intenflec\t

printed boards. These capacitors may have "self-heali
properties” depending on conditions of use. They a
intended for applications where the a.c. compone
respect to the rated voltage.

Capacitors for radio interference suppressiqn gre ided,
but are covered by IEC 384-24,

1.2 bj ect
The object of this standard i$ to cribaphe 2d ratings and
characteristics,dnd to select from 84- 82), the
apt\procedures,tests and measuring

13

indisated were valid. All normative documents are subject to
frevisionyand parties to agreements based on this International
Standard are encouraged to investigate the possibility of applying

the most recent editions of the normative documents listed below.
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid
International Standards.

For the tests in the IEC 68 series of publication, the editions
referenced in the applicable test clauses of the generic
specification shall be used.

IEC 62 (1992): Marking codes for resistors and
capacitors.
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CEI 63 (1963):

CEI 68:

CEI 384-1 (1982):

-8- 384-20 © CEI:1996

Séries de valeurs normales pour
résistances et condensateurs.
Modification No. 1 (1967)
Madification No. 2 (1977)

Essais d'environnement.

Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques.
Premiére partie: Spécification
générique.

Madification No. 2 (1987)
Maodification No. 3 (1989)

CEIl 410 (1973):

CEI QC 001001 (1986):

CEI QC 001002 (1986):

Les informations suivantes doivent étre données dans chaque

Amendement No. 4 (1992)

Plans et régles d'échantillotinage
pour les contrbles pér airikuts.

Reégles fondamenta
CEl d'assuypén

spécification particuliere et les valeurs fixées doivent de
préférence étre choisies parmi celles données dans l'article
approprié de la présente spécification.

Dessin d’ enconbrenent et di mensions

Il doit y avoir une illustration du condensateur chipse destinée

a faciliter son identification et sa comparaison avec d'autres
condensateurs chipses. Les dimensions et leurs tolérances
associées qui affectent I'interchangeabilité et le montage

doivent étre données dans la spécification particuliére. Toutes

les dimensions doivent de préférence étre données en
millimétres, mais, lorsque les dimensions originales sont

données en inches, les dimensions métriques correspondantes en

millimétres doivent étre ajoutées.
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14

141

IEC 63 (1963): Preferred number series for resistors and

capacitors.
Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

IEC 68: Environmental Testing.

IEC 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in
Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amendment No. 4 (1992)

IEC 410 (1973): Sampling Plans and Procedures
for Inspection by Attributes.

IEC QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quaki
Assessment Syste
Components (IECQ).

IEC QC 001002 (1986):

ISO 3 (1973): Preferred Nu
Informatio

Detail spegificatians
detall spedification.

wing information shall be given in each detail
specification and the values quoted shall preferably be selected

fromthose givern i the appropriate crause of ths sectonat
specification.

Qutline drawi ng and di nensi ons

There shall be an illustration of the capacitor as an aid to easy
recognition and for comparison of the capacitor with others.
Dimensions and their associated tolerances, which affect
interchangeability and mounting, shall be given in the detail
specification. All dimensions shall preferably be stated in
millimetres, however, when the original dimensions are given in
inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be
added.
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143

1431

1.43.2

1.4.3.3

14.4

15
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Normalement, les valeurs numériques doivent étre données pour la
longueur, la largeur et la hauteur du corps. Si nécessaire, par
exemple lorsque la spécification particuliére couvre plusieurs
articles (de différentes valeurs de capacité et/ou tension), les
dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées
dans un tableau sous le dessin.

Si la configuration est différente de celle indiquée ci-dessus,

la spécification particuliére doit donner les informations
dimensionnelles qui décriront convenablement le condensateur
chipse.

Mont age

La spécification particuliére doit donner des informations sur

les méthodes de montage a employer pour I'utilisation normale
La méthode de montage pour les essais et les mesures (si r
doit étre conforme au 4.1.

Caractéristiques
Les caractéristiques doivent étre conformes au
applicables de la présente spécification ainsi
prescriptions suivantes:

Gamme de capacité nominals

Voir 2.2.1.

La spécification particuliere doit prescrire les méthodes
d'essai, les sévérités et les exigences applicables pour les

essais de soudabilité et de résistance a la chaleur de soudage.
Mar quage

La spécification particuliere doit spécifier les indications a
marquer sur le condensateur et sur I'emballage. Les différences
par rapport aux prescriptions du 1.6 doivent étre spécifiguement
indiquées.

Terni nol ogi e

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans
la CEIl 384-1, les définitions suivantes sont applicables:
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Normally the numerical values shall be given for the length, width

and height of the body. When necessary, for example when a number
of items (sizes and capacitance/voltage ranges) is covered by a

detail specification, the dimensions and their associated

tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail
specification shall state such dimensional information as will
adequately describe the capacitor.

1.4.2 Mount i ng

The detall specification shall give guidance on methods of
mounting for normal use. Mounting for test and measurement p
poses (when required) shall be in accordance with 4.1.

1.4.3 Rati ngs and characteristics
The ratings and characteristics shall be in accordant
relevant clauses of this specification, together wit
following:

1.4.3]11 Rat ed capacitance range

See 2.2.1.

Note. - When products approved to the ¢ specification have

143

143

1.4.4 Mar ki ng

The detail specification shall specify the content of the marking
on the capacitor and on the package. Deviations from 1.6 shall be
specifically stated.

15 Ter mi nol ogy

In addition to the applicable terms and definitions of IEC 384-1
the following definitions apply:
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1.6

16.1
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Condensat eur chi pse
Condensateur dont les petites dimensions et la nature ou la
forme des sorties rendent approprié son montage en surface dans
les circuits hybrides et sur des cartes imprimées.
Condensateurs de classe de performance 1 (longue durée de vie)
Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée
de vie et de séveéres prescriptions pour les caractéristiques

électriques.

Condensateurs de classe de performance 2 (usage général)

Condensateurs destinés a l'usage général pour lesquels les
prescriptions exigées pour les condensateurs de classe 1 ne s@
pas nécessaires.

Condensat eurs de cl asse de performance 3
fai bl e pui ssance)

inférieure a 63 V et pour lesquels les prescri
exigeantes que pour les condensateurs
acceptables.

Tension nominale (U

ut étre

Note. -La so
de Ia )
pas étre '

la tensionN\a

10000 Hz: 1 %

auf prescription contraire dans la spécification
particuliere.

Mar quage

Selon 2.4 de la CEI 384-1, compte tenu des modalités suivantes:

Les informations contenues dans le marquage sont normalement

prises dans la liste ci-apres; I'importance relative de chaque
information est indiquée par son rang dans la liste:

a) capacité nominale (en clair ou en code selon la CEIl 62);
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151 Chi p capacitor
A capacitor whose small dimensions and nature or shape of
terminations make it suitable for surface mounting in hybrid
circuits and on printed boards.

15.2 Perfornmance grade 1 capacitors (long-life)

Capacitors for long-life applications with stringent requirements
for the electrical parameters.

153 Per f ormance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent
requirements for grade 1 capacitors are not necessary.

154 Per f ormance grade 3 capacitors (| ow power,

capacitors are acceptable.

155 Rated vol tage (R

oltage hir@w

d termperature.

ess otherwise specified in the detail specification.
1.6

See 2.46f IEC 384-1, with the following details:

ype)

16.1 The information given in the marking is normally selected from the
following list; the relative importance of each item is indicated
by its position in the list:

a) rated capacitance (in clear or code according to IEC 62);
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1.6.3

1.6.4

1.6.5

-14 - 384-20 © CEI:1996

b) tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par
le symbole _ _ou )

c) tolérance sur la capacité nominale;

d) tension de catégorie;

e) année et mois (ou semaine) de fabrication;
f) nom du fabricant ou marque de fabrique;

g) catégorie climatique;

h) désignation de type du fabricant;

i) référence a la spécification particuliére.

marquage devrait étre évitée.

Le marquage doit étre lisible et ne doit pa
altéré lorsqu'il est frotté avec lendoigt.

L'emballage contenant le (les) cor
lisiblement toutes les informatjons énumérd

oitffec
GORfUSIOR.

Tout marquage sypplémeptaire éde telle sorte

qu'il ne puisse

9
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b) rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol
or );

c) tolerance on rated capacitance;

d) category voltage;

e) year and month (or week) of manufacture;
f) manufacturer's name or trade mark;

g) climatic category;

h) manufacturer's type designation;

i) reference to the detail specification.

1.6.2 Chip capacitors are generally not marked on the body. If

as possible of the above items as is considered us
duplication of information in the marking on the
be avoided.

1.6.3 Any marking shall be legible and not east
rubbing with the finger.

1.6.4 The package containing the capa

1.6.5 Any additional ry
arise.



https://iecnorm.com/api/?name=8ff90564d4f55e60a4ab11f8dda985ee

211

2.2

2.2.2

1

-16 - 384-20 © CEI:1996

SECTI ON DEUX - CARACTERI STI QUES PREFERENTI ELLES

Caractéristiques préférentielles
Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéeres
doivent de préférence étre choisies parmi les suivantes:

Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs chipses couverts par cette spécification sont
classés en catégories climatiques, conformément aux régles
générales de la CEI 68-1.

Les températures minimale et maximale de catégorie et |z
de l'essai continu de chaleur humide doivent étre choisi
les valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie:

°C, +125 | °C
et+155 °C.

Température maximale de ca

Durée de I'essai continu de ¢ Q, 21 et 56

jours.

eyvisagé lors d'un
°C au-dela de la durée de

1-15-2,2-3,3-4,7 et 6,8 et leurs multiples décimaux.

Ces valeurs sont conformes a la série E6 des valeurs données
dans la CEIl 63: Séries de valeurs normales pour résistances et
condensateurs.

Si d'autres valeurs sont nécessaires, elles doivent de
préférence étre choisies dans la série E12.

Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont:
15 %, £10 % et £20 %.
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SECTI ON TWD - PREFERRED RATI NGS AND CHARACTERI STI CS

Preferred ratings and characteristics
Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be
selected from the following:

Preferred climatic categories

2.2

221

2.2.2

The chip capacitors covered by this specification are classified
into climatic categories according to the general rules given in
IEC 68-1.

The lower and upper category temperature and the duratian ¢

Lower category temperature: -55
-25

Upper category temperature:

and 56

°C in excess of the

These values conform to the E6 series of preferred values given in

IEC 63: Preferred number series for resistors and capacitors.

If other values are required they shall preferably be chosen from
the E12 series.

Tol erance on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated capacitance are =5 %, £10 %
and +20 %.
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Tension nominale (U

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 10 - 16
-25-40-63-100- 160 - 250 - 400 V. Ces valeurs sont
conformes a la série de base nombres normaux R5 donnés dans
I''SO 3.

Tension de catégorie ( W)
La tension de catégorie est:

0,8 Uk pour une température maximale de catégorie de 125 °C et
0,5 Ug pour une température maximale de catégorie de 155 °C.

2

Température nominale

La valeur normale de la température nominale est de 100 8

@%
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2.2.3

224

2.25

Rated vol tage ( Uy

The preferred values of rated voltage are: 10 - 16 - 25 - 40 - 63
- 100 - 160 - 250 - 400 V. These values conform to the basic
series of preferred values R5 given in ISO 3.

Category vol tage (U

The category voltage is:

0,8 Uy for upper category temperature 125 °C and
0,5 U, for upper category temperature 155 °C.

Rat ed tenperature

The standard value of rated temperature is 100
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SECTION TRO S - PROCEDURES D ASSURANCE DE LA QUALI TE

Procédures d'assurance de la qualité
Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur
ou l'opération équivalente.

Modeéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux
semblables, mais pouvant étre de dimensions de boitiers et de
valeurs de capacité et de tension différentes.

Rapports certifiés de lots acceptés
Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sonypresc

dans la spécification particuliére, les informations su

les parametres pour lesquels les informatio
doivent étre données sont: la capacité
de pertes et la résistance d'i ¢

Honol ogati on

La procédure pglrles essais otion est donnée au 3.4 de

la spécification généric 842

La progédur ologation sur la base des
essa' . i i

est décrit€ dans 3.4.2 b) de la CEI 384-1. L'échantillon doit
étre représentatif de la gamme des condensateurs pour laquelle

I'nomologation est demandée. Celle-ci peut couvrir tout ou
partie de la gamme compléte définie dans la spécification
particuliére.

L'échantillon doit comprendre des condensateurs de tension
minimale et de tension maximale, et pour ces tensions la valeur
minimale et la valeur maximale de capacité. Quand la gamme
couvre plus de quatre tensions nominales, une tension
intermédiaire doit aussi étre soumise aux essais. Ainsi pour
I'nomologation d'une gamme, I'essai de quatre ou six valeurs
(combinaison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme
présentée a I'homologation comprend moins de quatre valeurs, le
nombre de condensateurs a soumettre aux essais est celui requis
pour quatre valeurs.
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SECTI ON THREE - QUALI TY ASSESSMENT PRCCEDURES

3. Qual ity assessnent procedures
3.1 Pri mary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor
element or the equivalent operation.

3.2 Structurally simlar conponents
Capacitors considered as being structurally similar are capacitors

produced with similar processes and materials, though they may b
of different case sizes and capacitance and voltage values.

3.3 Certified records of released |lots

The information required in 3.5.1 of IEC 384-1 shall be\made

3.4

34.1

e procedure is described in 3.4.2 b) of
sample shall be representative of the range of
hich approval is sought. This may or may not be

the samplete range covered by the detail specification.

The sample shall consist of specimens having the lowest and
highest voltages, and for these voltages the lowest and highest
capacitances. When there are more than four rated voltages an
intermediate voltage shall also be tested. Thus for the approval
of a range, testing is required of either four or six values
(capacitance/voltage combinations). When the range consists of
less than four values, the number of specimens to be tested shall
be that required for four values.
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Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

Deux (pour six valeurs) ou trois (pour quatre valeurs) par
valeur pour remplacer éventuellement des spécimens non
conformes par suite d'incidents non imputables au fabricant.

Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe "0" présument
que tous les groupes sont applicables. Si ce n'est pas le cas,
les nombres doivent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits
dans le programme des essais d‘homologation, le nombre de

spécimens requis pour le groupe "0" doit étre augmenté du nombre
requis pour les groupes complémentaires.

Le tableau 1 donne le nombre de spécimens a essayer dans
groupe ou sous-groupe ainsi que le nombre de non-conforit
admissibles pour les essais d'homologation.

3.4.2 Essai s

La série compléte des essais indiqués aux t#
requise pour I'homologation de la gamme

e lorsque le nombre de non-conformités
wbre de non-conformités permis pour chaque

gssais sur échantillon d'effectif fixe. Le tableau |
donne en détail I'échantillonnage et le nombre de non-

conformités admissIbIeS pour [es differents essais ou
groupes d'essais. Le tableau 2, conjointement aux
précisions données dans la section quatre, donne la liste
compléte des conditions d'essai et des exigences et
indique, par exemple pour la méthode d'essai ou pour les
conditions d'essai, s'il y a un choix a faire dans la
spécification particuliére.

Les conditions d'essai et les exigences pour le programme
d'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiques

a celles prescrites dans la spécification particuliere

pour le contréle de la conformité de la qualité.
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Spare specimens are permitted as follows:

Two (for six values) or three (for four values) per value which
may be used as replacements for specimens which are non-
conforming because of incidents not attributable to the
manufacturer.

The numbers given in Group "0" assume that all groups are
applicable. If this is not so the numbers may be reduced
accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification
approval test schedule, the number of specimens required for Group

"0" shall be Increased by the same number as that required for the
additional groups.

items for qualification approval tests.

3.4.2 Tests

required for the approval of capacitors
specification. The tests of ege c

"Ong’nen-canformipg i
isfied'the\yhole sy a-part ofkth

and 2 together form the fixed sample size test
schedule. Table 1 includes the details for the sampling and
permissible non-conforming items for the different tests or
groups of tests. Table 2 together with the details of test

contained i SeCtion Four gives a COMpPIEte Summary of test
conditions and performance requirements and indicates
where, for example for the test method or conditions of

test, a choice has to be made in the detail specification.

The conditions of test and performance requirements for the
fixed sample size test schedule shall be identical to those
prescribed in the detail specification for quality
conformance inspection.
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Tabl eau 1 - Plan des essais sur échantillon d'effectif fixe
pour I'hnomologation

Niveau d'assurance EZ

384-20 © CEI:1996

Par agr aphe Nonbre de Nombre
G oupe Essai s de cette spécimens admissible
no publi ca- de non-
tion 1) conformités
n c
Examen visuel 4.2
Dimensions 4.2
0 Capacité 4.3.2 144 0
Tangente de 'angle de pertes 4.3.3
Tension de tenue 43.1
Résistance d'isolement 4.3.4 \/
Spécimens de rechange < 1
1A Résistance a la chaleur de 4.6 x 12 0
soudage
Résistance %J composant aux 4.1
solvants N B
Soudabilité 4.7 O > 12 0
1B Résistance %J marqguage aux 49
solvants
2 Robustesse des extrémités \® 12 q
métallisées
Montage )\/4.1
Examen visue 4.2.1 3)
3 CapaC| 4.3.2 108
Tang sle L ngle e p tes 4.3.3
Résista 4.3.4
4.4
4.8 24 0
4.9
4.10 24 Qg
34 Endurance” 4.11 36 0
3. harge-etdéecharge 437 24 o
g Combinaison capacité/tension, voir 3.4.1.
3) Si requis par la spécification particuliére.

Les pieces trouvées non conformes aprés montage ne doivent pas étre

prises en compte pour le calcul du nombre de non-conformités admissibles
pour les essais suivants. Elles doivent étre remplacées par les

condensateurs de rechange.
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Table 1- Fixed sanple size test plan for qualification approval
Assessnent | evel EZ
Subclause Number of Permissible
Group Test of this specimens number of
No. publica- non-confor-
tion 1) ming items
n c
Visual examination 4.2
Dimensions 4.2
0 Capacitance 4.3.2 144 0
Tangent of loss angle 4.3.3
Voltage proof 43.1
Insulation resistance 434
Spare specimens <\1 \/
1A Resistance to soldering heat 2) 4.6 \1 0
Component solvent resistance 4.13 <\ \
> y
Solderability g 1 0
1B Solvent resjstance of the 4,
marking ]
2 Bond strength of the end fac 4 12 D
plating
Mounting
Visual examination 3)
3 Capacitance 108
Tangent of Ioss a Ie
Insulation re i
Adhes \> 4.4
3.1 | Rapid temperatlre 4.8 24 0
Climatic sg& 4.9
3.2 |[Damp h at,\ge{y\s@}é\) 4.10 24
3.8 |Endura \ x 411 36 0
3.4 Charge and discharge 4.12 24 0
b Capacita emlta Mblnatlons see 3.4.1.

2\ y quired:bythe detail specification.
Spécimens foun

efective after mounting shall not be taken into

acpount when calculating the permissible non-conforming items for the

following tests. They shall be replaced by spare parts.
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Tabl eau 2

Progranme d’ essai s pour |’ honol ogation

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences
renvoient a la section quatre: Méthode d'essai et de mesure.

2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif

Numéro de para- D | Conditions d'essai Nombres de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) spécimens (n) (voir note 1)
(voir note 1) ND et de non-
conformités
admissibles
(c)
GROUPE 0 ND Voir
tableau 1

4.2.1 Examen
visuel

4.2 Dimensipns
(par messure)

4.3.2 Capacité

®
N
RN
>

e

X

tion Rarticuliére

Voir la spécifica
on particuliere

Dans les tolérarices

spécifiées
4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 k Selon 4.3.3.2
I'angle dle
pertes
4.3.1 Tension Pas de claquagg, ni
de tenug de contournement.
Claquages d'autoré-
> génération autofisés
4.3.4 Résistange v Selon 4.3.4.3
d'isolement /\
GROUPE 1A Voir
tableau 1
4.6 Résistanc
alachdle \
de soudage
4.6.1 Mesure Capacité
initiale
4.6.2 Conditions Méthode 1, 2 ou selon
d'essai la spécification
particuliére
Durée:5s+0,5sou
10s+ 1sselonla
spécification parti-
culiére
Si la méthode 1 est
appliquée la vitesse
d'immersion et de
retrait doit étre de
25 mm/s + 2,5 mm/s
\Y

Reprise: 24h+2h
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Tabl e 2
Test schedule for qualification approval

Notes 1. -Subclause numbers of test and performance requirements refer to Section

Four: Test and measurement procedures.

2. -In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

4.3.4 Ipsulation <
resistance

<]

Subclause number D | Conditions of test Number of Performance
and Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
© A O\
GROUP O ND Se
bte 1
4.2.1 Visual AsNp 4.2.2
examination /\ egible marking and
\\ specified in the
detail specification
4.2 Dimensions \ See detail
(detail) C) > specificatiof
4.3.2 (apacitance \j/ Within spedjfied
tolerance
4.3.3 TJangent of Frequency: 1 Asin 4.3.3.2
loss angle <
4.3.1 Moltage No breakdown or
proof \/\ flashover. Jelf-
healing breakdowns
\/\ allowed

Asin 4.3.4.8

GROUP
4.6

46.1

o

Capacitance

See
Table 1

46.2 Test

conditions

Method 1, 2 or as
specified in the
detail specification

Duration: 5s+0,5s
or10s*1sasspe-
cified in the detalil
specification

If Method 1 is applied
immersion and
withdrawal speed shall
be 25 mm/s + 2,5 mm/s

Recovery: 24 h+2h
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4.7 Soudabilité

Sans vieillissement
Méthode 1 ou 2 comm
spécifiée dans |
spécification

Numéro de para- D | Conditions d'essai Nombres de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) spécimens (n) (voir note 1)
(voir note 1) ND et de non-
conformités
admissibles
(c)
4.6.3 Mesures Examen visuel Voir Selon 4.6.3
finales tableau 1
Capacité |AC| <2%dela
|C | valeur mesurée
au 4.6.1,
néanmoins
% peur
4.13 Résistance Solvant: ...
du composant Température du solvant:
aux solyants
(si applir Méthode 2
cable)
Reprise: ...
GROUPE 1B D

particuliere
4.7.2 Mesures s Selon 4.7.2
finales
414 Résistance Marquage lisible
du marquage
aux solyants* N
(si appli
cable) /\
NG V
GROUPE 2 \ Voir
tableau 1
4.5 Robustegse
des extré-
mités meétal
lisées
45.1 Mesures Capacité
initiales
4.5.2 Examen Capacité (avec la carte |AC| <2%dela
final imprimée en position |C | valeur mesurée
pliée) au4.5.1,
néanmoins
< 5 % pour
classe 3
Examen visuel v Pas de dommage

visible

* Cet essai peut étre effectué sur les condensateurs chipses montés sur un

substrat.
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Imeasurements C

olvent

resistance@
pof the
marking* (if

applicable

4.14

[da)

<

Subclause number D | Conditions of test Number of Performance
and Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
(c)
4.6.3 Final Visual examination See Asin4.6.3
measurements Table 1
Capacitance |AC| <2 % of value
|C | measured in
4.6.1, hgwever
<3-9% for
Gra
4.13 Gomponent Solvent: ... See detail gpecifi-
solvent Solvent temperature: tio
Fesistance
if appli- Method 2
cable)
Recovery: ... / \
GROUP 1B D u Sea~
®Tab 1
4.7 Solderabi- No ageing
ity Method 1Nar 2 3
specified in the
detail specification
Asin4.7.2
4.7.2 Final

Legible marking

GROUP 2

4.5 Bond

strength of

the end face
lating

See
Table 1

45.1 Initial

measurement
45.2 Final
inspection

Capacitance

Capacitance (with
board in bent posi-
tion)

Visual examination

| <2 % of value
| measured in
4.5.1, however

<5 % for
Grade 3

|aC
|C

No visible damage

* This test may be carried out on chip capacitors on a substrate.
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4.1 Montage

4.2.1 Examen visuel

Matériau de substrat:

*

Numéro de para- D | Conditions d'essai Nombres de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) spécimens (n) (voir note 1)
(voir note 1) ND et de non-
conformités
admissibles
(c)
GROUPE 3 D Voir
tableau 1

Voir la spécification
particuliere

4.3.2 Capacité

4.3.3 Tangente de
I'angle de
pertes

4.3.4 Résistange

Fréquence: 1 kHz (pour
toutes les valeurs de
capacité)

10 kHz pour condensa-
teursavecC g <1pF
(en complément, voir
4.3.3.3)

L />

surée

leurs de réfénence

our’ les mesure

fihales dans les $ous-
groupes 3.1, 3.3[et

3.4)

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes
individuellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau du

subtrat

est utilisé dans chaque sous-groupe.

d'isolement \Y Selon 4.3.4.3
GROUPE 3.1 Voir
tableau 1
4.4 Adhérenge
4.4.1 Examen Pas de dommage
intermé visible
diaire
4.8 Variatiorfs <
rapides|de
température x
4.8.1 Mesures n reyquis, voir
initiales Groupe 3
4.8.2 Conditions 6 = Température
d'essai minimale de
catégorie
6g = Température
maximale de
catégorie
Cing cycles
Duréet 730 min
4.8.3 Contrdle Examen visuel Pas de dommage
inter- \Y visible
médiaire
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4.3.3 Tangent of

Frequency: 1 kHz (for

Subclause number D | Conditions of test Number of Performance
and Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
(c)
GROUP 3 D See
Table 1
4.1 Mounting Substrate material:
*
4.2.1 Vlsual detail
examination specification
4.3.2 Chpacitance b of the
measured
0

inspection

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the
detail specification shall indicate which substrate material is used in each sub-

group.

oss angle alllcap;icitance §\
values
10 kHz for capacitors (Reference values for
withC 5 <1 pF (in final measufe-ments
addition, 4.3.3 G > in Sub-groups 3.1,
\j/ 3.3and 34
4.3.4 Insulation v Asin4.3.4.8
Fesistance —~
GROUP 3{1 Q See
Table 1
4.4 Adhesion \/\
4.4.1 Intermediatt@ [ isval examinati No visible damage
nspection \/\
4.8 Rapid chang <
4.8.1 Injti Q required, see
Group 3
482 T 6, = Lower category
conditions temperature
o —llnnar cateaaons
B S PPST otCygory
temperature
Five cycles
Durationt =30 min
4.8.3 Intermediate Visual examination v No visible damage
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Numeéro de para-
graphe et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Nombres de
spécimens (n)
et de non-
conformités
admissibles

(©)

Exigences
(voir note 1)

4.9 Séquence
climatique

4.9.1 Mesures
initiales

Non requis, voir
Groupe 3

Voir
tableau 1

4.9.2 Chaleur

seche

4.9.3 Essai
cycliqug de
chaleur
humide
essai D

ler cyc

© S

4.9.4 Froid

4.9.5 Essai
cyclique de
chaleur
humide
essai
Db,cyclgs
restantg

4.9.6 Mesures
finales

[ O

Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h

Température: tempé
minimale de caté
Durée: 2 h

d

&0
S

74

Pas de dommage visible

Marquage lisible

|AC| <3%dela
|C | valeur mesurée
au Groupe 3,
néanmoins
<5% pour
classe 3

Tangente de l'angle de
pertes:

a 10 kHz pour C r < 1uF

alkHz pourC > g(uF

Résistance d'isolement

Accroissement de tan
< 0,0025 pour classe 1
< 0,004 pour classe 2
< 0,005 pour classe 3

< 0,0015 pour classe 1
< 0,0025 pour classe 2
< 0,003 pour classe 3

par rapport aux valeurs
mesurées au Groupe 3

> 50 % des valeurs
données au 4.3.4.3,
néanmoins

> 25 % pour classe 3
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Subclause number and D | Conditions of test Number of Performance
Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
(c)
4.9 Climatic See
sequence Table 1
4.9.1 Initial Not required, see
Imeasurements Group 3

4.9.2 Dy heat

4.9.3 Dpmp heat,
cyclic, Test
Db, first
cycle

49.4 Cpld

4.9.5 Dpmp heat,
cyclic, Test
Db,remaining
cycles

49.6 Final
measurements

Q

NS NS

Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h

Temperature: lower
category texqperat
Duration<2 h

Tangent of loss angle:

at 10 kHz for C r< 1UF

4L

No visible damage
Legible marking

|AC| < 39% of the
|C | value

measurgd

in Group 3,

however

<5 9% for

Grade 3

Increase offtan
< 0,0025 fo
< 0,004 for GGrade 2
< 0,005 for Grade 3

at1kHzforC > 1 @F

Insulation resistance

< 0,0015 for Grade 1
< 0,0025 for Grade 2

< 0,003 for Grade 3
compared to values

measured in Group 3

> 50 % of values in
4.3.4.3, however
> 25 % for Grade 3

Grade 1

o:
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Numéro de para- D | Conditions d'essai Nombres de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) spécimens (n) (voir note 1)
(voir note 1) ND et de non-
conformités
admissibles
(c)
GROUPE 3. 2 D Voir
tableau 1
4.10 Essai
continu de
chaleur
humide

4.10.1 Mesures
initialep

4.10.2 Mesures
finaleg

Non requis, voir
Groupe 3

Reprise: ...
Examen visuel

Capacité

Tangente de I'angl
pertes a 1 kHz

%

isible

%ﬁ dorpfage

IS 3% de la

| & | “valeur mesyrée
au Groupe 3,

néanmoins

<5 % pou
classe 3

=

Accroissement de
tan o&:

< 0,0025 par rappart
aux valeurs mesurges
au Groupe 3

> 50 % des valeurq
données au 4.3.4.3,
néanmoins
> 25 % pour classg 3

GROUPE 3. 3

4.11 Endurahce

4.11.1 Mesures
initialep

4.11.2 Conditions
d'essa

L

N

N

on requis, voir
e3

4.11.4

Gr
>oir 411.2,4.11.3 et

Voir
tableau 1

4.11.5 Mesures
finales

Examen visuel

Capacité

Pas de dommage visible
Marquage lisible

| <5 % pour
| classe 1
< 8 % pour
classe 2 et
classe 3 par
rapport aux valeurs
mesurées au Groupe 3

|aC
|C
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Subclause number and D | Conditions of test Number of Performance
Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
(c)
GROUP 3.2 D See
Table 1
4.10 Damp heat,
steady
Ktate
4.10.1 Injtial Not required, see
measurements Group 3
Recovery: ...
4.10.2 Fipal Visual examination o visible damage
measurements

Capacitance

Tangent d¢f loss angle
at 1 kHz %
\@Ce

4L

|AC| < 39% of the
|C | value|measured
in Group 3,
however
<5 % for

Grade 3

Increase of ftan

< 0,0025 cogmpared to
values meapured in
Group 3

> 50 % of values in

(oK

v 4.3.4.3, however
> 25 % for Grade 3
GROUP 3 See
Table 1
411 B >
4.11.1 Injti ot required, see
Group 3
4.11.2 Te¢ See 4.11.2,4.11.3 and
conditions 4114
4.11.5 Final Visual examination No visible damage
measurements Legible marking
Capacitance |AC| <5 % for
|C | Grade 1
< 8 % for
Grade 2 and
Grade 3
compared to values
v measured in Group 3
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Numéro de para- D | Conditions d'essai Nombres de Exigences
graphe et essai ou | (voir note 1) spécimens (n) (voir note 1)
(voir note 1) ND et de non-
conformités
admissibles
(c)
Tangente de l'angle de Voir Accroissement de
pertes: tableau 1 tan &:
alOkHzpourC g <1pF < 0,003 pour classe 1
< 0,005 pour classe 2
et pour classe 3
alkHz pourC > g{uF
Résistance d'isolement
ins o
>\30 % pour classg 3
GROUPE 3.4 D \/
412 Chargelet
déchafge

4.12.1 Mesures
initialep

4.12.2 Conditions
d'essa

4.12.3 Mesures
finales

N

}angente de l'angle de
ertes:
a 10 kHz pour C r < 1uF

Non requis, voir

Groupe 3 %
100

cCap

|AC| < 3 % pour
|C | classe 1
<5 % pour
classe 2,
néanmoins
< 8 % pour
classe 3 par rappgrt
aux valeurs mesufées
au Groupe 3

=

Accroissement de
tan &:
< 0,003 pour clasge 1

alkHz pourC > guF

Résistance d'isolement

faWaVal |
—0;005potr—ctasse 2
et classe 3

< 0,002 pour classe 1
< 0,003 pour classe 2
et classe 3 par

rapport aux valeurs
mesurées au Groupe 3

> 50 % des valeurs
données au 4.3.4.3,
néanmoins

> 30 % pour classe 3
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Subclause number and D | Conditions of test Number of Performance
Test or | (see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
non-confor-
mances
(©
Tangent of loss angle: See Increase of tan S:
at 10 kHz for C rR < 1uF Table 1 < 0,003 for Grade 1
< 0,005 for Grade 2
and Grade 3
at1kHzforC > 1wF < 0,0Q2forGrade 1
G Grade 2
B compared
Easured in
Insulation resistance 50 % of values in
.3.4.3, however
> 30 % for Grade 3
GROUP 34 D Sea~
®Tab 1
412 ¢harge and
discharge
4.12.1 Inytial
measurements
4.12.2 Test
conditions [

4.12.3 Final

measureme;<

apasitan

D

Tangent of loss angle:
at 10 kHz for C R < 1uF

at 1 k2 far C
ot Ko<

for Grade 1
for Grade 2

AC| <3 %
IC | <5%
however
< 8 % ffor Grade 3
compared tp values
measured in Group 3
Increase oftan S:
< 0,003 for Grade 1
< 0,005 for GGrade 2
and Grade B

«~0-002fer-Grade 1

Ttk

Insulation resistance

< 0,003 for Grade 2
and Grade 3 compared
to values measured in
Group 3

> 50 % of values in
4.3.4.3, however

> 30 % for Grade 3
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Contrdle de la conformité de la qualité
Formation des lots de contrble
a) Contr6le des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de

contrdle sous réserve que les regles suivantes soient

respectées:

(1) Le lot de contrble doit se composer de condensateurs de

structure semblable (voir 3.2).

(2a) L'échantillon soumis aux essais doit contenir des

nologuée, a chaque période, il doit étre
h pour chaque groupe de dimension. Au cours

Le programme des essais lot par lot et des essais périodiques
pour le contrdle de la conformité de la qualité est donné a la
deuxieme section, tableau 4 de la spécification
particuliere-cadre, par exemple CEl 384-20-1.

Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de 3.5.2 de la CEIl 384-1, un
nouveau contrdle doit étre effectué, la capacité et la soudabi-

lité doivent étre vérifiées comme spécifié dans le contréle des
groupes A et B.
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3.5 Qual ity conformance inspection
351 Formati on of inspection lots
a) Groups A and B inspection
These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into
inspection lots subject to the following safeguards:

(1) The inspection lot shall consist of structurally similar
capacitors (See 3.2).

(2a) The sample tested shall be representative of the value
and dimensions contained in the inspection lot:

- in relation to their number;

- with a minimum of five of any one value.

3.5.2

3.5.3 Del ayed delivery

When according to the procedures of 3.5.2 of IEC 384-1,
re-inspection has to be made, solderability and capacitance shall
be checked as specified in Group A and B inspection.
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354 Ni veaux d’ assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification
particuliere-cadre doit (doivent) de préférence étre choisi(s)
dans les tableaux 3A et 3B ci-aprés:

Tabl eau 3A
Sous-groupe D* EZ F* G*
de
controle** NC | n b cl) NC1) nl) cl) NCI) nl) b NC1) nl) 1
A0 100% 2
Al s4 |2 0
A2 s-3 3; 0
B1 S-3 3) 0 \
B2 S-3 0 L
b NC = nivgau de contrble
n = effeqtif de I'échantillon
2) ¢ = nompre admissible de non-conformités
L'essai a]100 % doit étre suivi d'un nouveau contrble par é antillo Qa
de survelller le niveau de qualité de sortie par le nombre d
par million (ppm). Le niveau de prélévement doit étre
Pour le cplcul des valeurs de ppm, tout déf
comme yne non-conformité. Si une, ou plusd'u
3) dans un I@t, ce lot doit étre rejeté.
Nombre & essayer: Effectif de I'échantillon
lettre code pour le NC dans le tableau IIA d
nage simple en contréle nornga/l)\ /TN
N
Q b 3B
Sous-grolipe D\\ > EZ F* G*
de DT D] D] D] D] D] D[ D] 0] D
controle*f ( \& ”\1\)\ \X p n c p n p M
c1 N 3 12 0
c2 \X 3 | 12| o
C31 6 27 0
C3.2 6 15 0
C3.3 3 15 0
C34 6 9 0
1)

p = périodicité en mois
n = effectif de I'échantillon
¢ = nombre admissible de non-conformités

Notes relatives aux tableaux 3A et 3B:
* Les niveaux d'assurance D, F et G sont a I'étude.

** |_e contenu des sous-groupes de contrble est décrit dans la section deux
de la spécification particuliere-cadre applicable.
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354 Assessnment | evel s

The assessment level(s) given in the blank detail specification
shall preferably be selected from the following Tables 3A and 3B:

Tabl e 3A
Inspection D* Ez F* G*
sub-group IL 1) n 1) C1) I 1) n1) C1) I 1) nl) C1) I 1) n1) 1)
A0 100 %2
Al s4 | | o
A2 S-3 ;; 0
B1 S-3 3) 0
B2 S-3 0 2N
D= inspection level
n = sample size
2) ¢ = permissible number of non-conforming items
100 % testing shall be followed by re-inspection by sampling 1
monitor outgoing quality level by non-conforming itenTs pef mi
[The sampling level shall be established by the mahufac
calculation of ppm values any parametric failupe, shall\be
conforming item. In case one or mgke non-canfolmiig jte
3) sample, this lot shall be rejected.
Number to be tested: Sample size
for IL in Table 1A of IEC 410 (Singl
nspection). .
InsEection D\’\ A EZ F G*
sulp-group**
group /\\Rl) }1)\ c\? pl) nd Cl) pl) nd Cl) pl) nd 1)
cL b 3 12| o
Cc2 3 12 0
) \ 6 27 0
2 6 15 0
C3.3 3 15 0
C34 6 9 0
b p'=\periodicity in months
n = sample size
¢ = permissible number of non-conforming items

Notes concerning Tables 3A and 3B:

* Th

e assessment levels D, F and G are under consideration.

** The content of the inspection sub-groups is described in Section Two of
the relevant blank detail specification.
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SECTI ON QUATRE - METHODES D ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la CEl
384-1, section quatre.

4, Méthodes d'essai et de mesure
4.1 Montage

Selon 4.33 de |la CEl 384-1.

4.2 Examen visuel et vérification des dimensions

Selon 4.4 de la CEI 384-1, compte tenu des modalités suivantess

4.2.1 Exanmen vi suel

mesures appropriés.

422 Exi gences

physiques
donnéis d

4.3 Essais\éleetr

4.3.1

-1, compte tenu des modalités suivantes:
4311

Supprivaer e condensateur G.

Le produit de R, par la capacité nominale du condensateur en
essai ( G) doit étre inférieur ou égal a 1 s et supérieur a
0,01s.

R, comprend la résistance interne de la source de tension.
R, doit limiter le courant de décharge a une valeur inférieure ou
égalealA.

4.3.1.2 Les tensions suivantes doivent étre appliquées entre les points
de mesure du tableau 1 du 4.5.2 de la CEI 384-1, pendant 1 min
pour les essais d'homologation et pendant 1 s pour les essais lot
par lot lors du contrble de la conformité de qualité.
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4.1

4.2

421

422

4.3

431

431

SECTI ON FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC 384-1,
Section Four.
Test and neasurenent procedures

Mount i ng

See 4.33 of IEC 384-1.

Vi sual exam nation and check of dinensions

See 4.4 of IEC 384-1, with the following details:

Vi sual exam nation

Visual examination shall be carried out with suitablé equiy

measuring facility:

Requi renent s

given n the
i €8

with the following details:

G.

The product of R, and the rated capacitance of the capacitor under

test (G shall be smaller than or equal to 1 s and greater than
0,01s.

R, includes the internal resistance of the power supply.
R, shall limit the discharge current to a value equal to or less
than 1 A.

4.3.1.2 The following voltages shall be applied between the measuring

points of Table 1 in 4.5.2 of IEC 384-1, for a period of 1 min for
qualification approval testing and for a period of 1 s for the
lot-by-lot quality conformance testing.
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Point de mesure

Tension d'essai

la)

Classe 1: 1,6 kR
Classe 2: 1,4 R

Classe 3: 1,4 kR

Il ne doit y avoir ni claquage, ni contournement pendant I'essai.

Note. -L'apparition de perforations autocicatrisantes durant

I'application de la tension d'essai est admise.

Capacité

Selon 4.7 de la CEI 384-1, compte tenu des modalités sb

--Créte d€ tension:

< 3 % de la tension nominale.

- Imprécision de mesure:

-10x10 (valeur absolue).

Exigence pour les mesures & 1 000 Hz

Tan & ne doit pas étre supérieure a la valeur appropriée du

tableau suivant:

Capacité nominale

Tan & (valeur absolue)

Condensateurs de

Condensateurs de

HF classe 1 classes 2 et 3
<1 0,002 0,004
>1 0,004 0,004
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Measuring points Test voltage
Grade 1: 1,6 kR
Grade 2: 1,4 R
Grade 3: 1,4 kR
43.1.3 Requi r enmrent
There shall be no breakdown or flashover during the test.
Note. -The occurence of self-healing breakdowns during the
application of the test voltages is allowed.
4.3.2 Capaci t ance

4.3.2

4.3.2

4.3.3

4.3.3

‘4 Inaccuracy:

See 4.7 of IEC 384-1, with the following details:

<10x 10

< 3 % of the rated voltage.

-4
(absolute value).

4.3.3.2

Requi rement for

measurenents at 1 000 Hz

Tan & shall not exceed the applicable values shown in the

following table:

Rated capacitance

Tan & (absolute value)

= Grade 1 capacitors Grade 2 and Grade 3
capacitors

<1 0,002 0,004

>1 0,004 0,004
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4.3.3.3 Conditions de mesure pour les mesures a 10 kHz
Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure ou égale a
Cr < 1 yF, latangente de I'angle de pertes doit étre mesurée
comme suit pour certains essais si requis dans le tableau 2:
- Fréquence: 10 kHz.
- Tension efficace: 1 V.
- Imprécision de mesure: <10x 10 '(\71aleur absolue).
4.3.4 Résistance d'isolement
Seton 4.5 de fa CET382-1, compte enu des modaltes suivantes:
43.4.1 Avant 'essai, les condensateurs sont soigneusement nettoyes afi
d'enlever toute contamination. On doit prendre soin de maintghi
une propreté suffisante dans les chambres d'essai et pendant\es
mesures aprés essai.
4.3.4.2
4.3.4.3
travers la résis
Le produn apacité nominale du
conderisat ou a toute autre valeur
éventt ansa spécification particuliere
La résist
suivantes:
Points de < RC minimal Résistance d'isolement
mesure minimale entre les sorties
selon le isole-
tableau 1 enpentre les sorties,
du 4.5.2 de C* capacité nominale R
la
CEIl 384-1 (S) (M Q)
Cr>0,33 uF Cr <0,33 uF
Tension nominale:
>100V <100V <63V >100V <100V <63V
Classe:
1a) 1 2 1 2 3 1 2 1 2
10000 (2500 4000 1p50 1(¢00 3000p 7500 | 15000 (3750 B OOO
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